Сучасні програмні пакети в лазерній та оптоелектронній техніці

	Рівень вищої освіти
	Другий (магістерський)

	Статус дисципліни
	Навчальна дисципліна вибіркового компонента із нефахового переліку

	Курс
	2 (другий)

	Семестр
	3 (третій)

	Обсяг дисципліни, 
кредити 
ЄКТС/загальна 
кількість годин
	3/90

	Мова викладання
	Українська

	Мета дисципліни
	Навчитися застосовувати та розробляти сучасні програмні пакети для моделювання метрологічних процесів та обробки результатів вимірювання в лазерній та оптоелектронній техніці.

	Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни
	1. Знати основи роботи сучасних програмно-апаратних комплексів. 
2. Вміти використовувати універсальні програмні пакети для моделювання та обробки результатів вимірювання.
3. Володіти елементарними навичками програмування.

	Анотація навчальної дисципліни
	В рамках курсу «Сучасні програмні пакети в лазерній та оптоелектронній техніці» розглядаються сучасні методи наукових досліджень, організації та планування експерименту, комп’ютеризованих методів дослідження та опрацювання результатів вимірювань. Метою вивчення дисципліни є вміння застосовувати та розробляти сучасні програмні пакети для моделювання метрологічних процесів та обробки результатів вимірювання в лазерній та оптоелектронній техніці. Навчальна задача курсу полягає в вмінні проектувати і розробляти інженерні продукти, процеси та системи метрологічної спрямованості, обирати і застосовувати методи комп’ютеризованих експериментальних досліджень. Результатом навчання є вміння застосовувати апаратні та програмні засоби сучасних інформаційних технологій для вирішення задач в сфері метрології та інформаційно-вимірювальної техніки. 

	Види занять
	Лекції, практичні заняття

	Методи навчання
	Студентсько-орієнтоване навчання, презентації, бесіди та дискусії
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	Семестровий  контроль, екзаменаційна методика
	Опитування в процесі лекції, контрольні роботи після основних розділів спецкурсу, оцінювання практичних завдань, залік. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (60%) та заліку (40%).



